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Obrazek 3: a) graf indentacni zkousky elasto-plastického vzorku spolu s vyznacenym pop-in efektem;
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Obrazek 5: Zjednoduseny vzorec organosilikonovych polymert
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Obrazek 6: Graf namérenych hodnot tvrdosti H vzork( prvni sady
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Obrazek 7: Graf namérenych hodnot modulu pruznosti vzork( prvni sady
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Obrazek 8: Graf namérenych hodnot tvrdosti H vzorkd druhé sady
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Graf namérenych hodnot modulu pruznosti vzork druhé sady
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Obrazek 10: Grafické zaznamy vrypQ, zaznam detekované hloubky a zaznamy akustickych emisi
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Obrazek 13: Grafické zaznamy vrypQ, zaznam detekované hloubky a zaznamy akustickych emisi

vzorku B2
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Obrazek 15: Grafické zaznamy vryp(, zaznam detekované hloubky a zaznamy akustickych emisi
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Obrazek 17: Grafické zaznamy vryp(, zaznam detekované hloubky a zaznamy akustickych emisi
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Obrazek 18: Grafické zaznamy vrypu, zaznam detekované hloubky a zdznamy akustickych emisi
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Obrazek 19: Grafické zaznamy dilcich vrypt vzorkt ,B0“, ,,B2“, ,B6“ a, B10“
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Obrazek 20: Grafické zaznamy dilcich vrypt vzorkd ,B15%, ,,BO-sp“ a ,,B2-sp“
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Obrazek 21: Grafické zaznamy dilcich vrypU vzork( ,A0a“, ,,AA0“ a ,,AAAQ”
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Obrazek 22: Graficky pfehled zaznamenanych hodnot kritickych zatézi L. a Le, testovanych vzorkd




